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497413-2026 - CbcTesarenHa npoueaypa

FepmaHusa — JlabopaTopHO, ONTUYHO M NpeLn3HO o6opyaBaHe (6e3 cTbkneHn uspgenus) — Dual
Beam Focused lon Beam System (FIB) und Transmissionselektronenmikroskop (TEM)

OJ S 136/2026 17/07/2026

O6sBneHue 3a NOpbYKa UITN KOHLECUS — CTaHAAPTEH PeXUM

JdocTtaBku

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdumumanHo HanmeHoBanue: Institut fir Oberflachen- und Schichttechnik GmbH
EnektpoHHa nowa: wahl@ifos.uni-kl.de
MpaBHa kaTeropus Ha kynyBada: OpraHu3aums, KOSTo Bbanara nopbyka, cybcugupaHa ot
Bb3narall opraH
[enHocT Ha Bb3narawwms opraH: ObpasoBaHue

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: Dual Beam Focused lon Beam System (FIB) und
Transmissionselektronenmikroskop (TEM)
Onucanue: Los1: DualBeam Focused lon Beam Systems (FIB) Gegenstand ist die Lieferung,
Installation, Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Ubergabe eines DualBeam Focused lon
Beam Systems (FIB) einschlieRlich Einweisung/Schulung und vollstandiger
Systemdokumentation. Die technischen Mindestanforderungen und Bewertungsaspekte
ergeben sich aus den Dokumenten "Los1.25-1696.05.techn.Anforderungsprofil" und "Los1.25-
1696.06.Wertungsmatrix". Los2: Transmissionselektronenmikroskop (TEM) Gegenstand ist die
Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Ubergabe eines
Transmissionselektronenmikroskops (TEM) einschlieRlich Einweisung/Schulung und
vollstandiger Systemdokumentation. Die technischen Mindestanforderungen und
Bewertungsaspekte ergeben sich aus den Dokumenten "Los2.25-1707.05.techn.
Anforderungsprofil* und "Los2.25-1707.06.Wertungsmatrix".
NoeHtudmkaTtop Ha npouenyparta: b3e6743d-bfc2-4cac-a001-90b28790bddb
BbTpelweH ngeHtudukarop: 25-1696-1707
Bug npoueaypa: OTkputa
MNpoueaypata ce yckopsiBa: He
OcHoBHM xapakTepucTukun Ha npoueaypata: Die Vergabe erfolgt in zwei Losen (Los 1: FIB,
Los 2: TEM). Bieter, die Angebote fur beide Lose abgeben, kdnnen zusatzlich ein
Gesamtangebot (Kombinationsangebot) einreichen. Das Kombinationsangebot muss auf den
angebotenen Einzel-Angeboten zu beiden Losen basieren; der Leistungsumfang des
Kombinationsangebotes muss den Leistungsumfangen der Angebote auf die Einzellose
entsprechen. Das Kombinationsangebot ist zusatzlich zu den losweisen Angeboten
einzureichen und muss: - einen gesonderten Gesamtpreis fir beide Lose (unter
Berucksichtigung etwaiger Preisvorteile, z. B. Rabatte), sowie - eine Darstellung eines
etwaigen losUbergreifenden wissenschaftlichen, technischen, funktionalen oder
organisatorischen Mehrwerts einer gemeinsamen Praparations- und Analytikplattform
enthalten. Etwaige Preisvorteile werden ausschlieRlich im Zuschlagskriterium "Preis"
berucksichtigt. Ein losubergreifender Mehrwert wird ausschlie3lich im Zuschlagskriterium
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"Technik" bewertet und setzt voraus, dass dieser Uber die Bewertung der Einzellose
hinausgeht und sich aus dem Zusammenwirken beider Systeme ergibt. Die Bewertung der
Kombinationsangebote erfolgt nach denselben Zuschlagskriterien. Zusatzlich werden
lostubergreifende Aspekte wie die vollstandige wissenschaftliche Prozesskette einer Probe -
von der Praparation im FIB Uber den qualitatserhaltenden Probentransfer und die korrelative
Untersuchung im TEM bis hin zum gemeinsamen Datenmanagement und der
nachvollziehbaren Dokumentation der Untersuchungsergebnisse berucksichtigt. Der
Auftraggeber behalt sich vor, den Zuschlag entweder losweise oder losubergreifend zu
erteilen.

21.1. Uen
EcTtectBo Ha nopbykarta: [loctaBku
OcHosHa knacudmkauus (cpv): 38000000 JTabopaTopHO, ONTUYHO U Npeun3Ho obopyaBaHe
(6e3 cTbkNeHn n3genus)

2.1.2. MsacTo Ha u3anbJIHeHUe
AoMuHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eguHuua Ha abpxasarta (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie
Stadt (DEB32)
ObpxaBa: NepmaHus

2.1.4. OO6wa uHcpopmaums
HonbnHutenHa nHgpopmaumsa: #Bekanntmachungs-ID: CXPADNMMUBY#
NpaBHO ocHOBaHue:
Oupektnea 2014/24/EC
vgv -

2.1.5. Ycnosus 3a Bb3naraHe Ha o6LiecTBeHa Nnopbyka
YcnoBua 3a nogaBaHe:
MakcumaneH 6por o6ocobeHn no3mumm, 3a KOUTO euH ohepeHT MoXe Aa nogage odeptu: 2
YcnoBua Ha goroBopa:
MakcumaneH 6por o6ocobeHn no3mumm, 3a KOMTO MoraT ga 6baaT Bb3NOXKEHN MOPBYKN Ha
€anH odpepeHT: 2

2.1.6. OcHoBaHuSA 3a N3KNKO4YBaHe
M3TOYHULM Ha OCHOBaHWsTa 3a U3KIKOYBaHe: YBeAOMIEHNE
HeunanbnHeHne Ha 3aabikeHuaTa, yCTaHOBEHO Ha 6a3aTta Ha cneunduyHn HauMoHanHu
OCHOBaHMS 3a U3KIHYBAHE:
Y4yacTune B NnpecTbHa opraHm3auus:
TepopuUCTUYHU NPECTBLNIIEHUS NN NPECTBNSIEHNS, KOUTO Ca CBbP3aHN C TEPOPUCTUYHMU
JEeNHOCTU:
M3nupaHe Ha napu unn puHaHcupaHe Ha Tepopuama:
Namamu:
Kopynuws:
Hetckn Tpyg v gpyrn popmn Ha Tpaduk Ha xopa:
HeunsnbnHeHve Ha 3aabiKeHne, CBbP3aHo C NnawaHeTo Ha AaHblUu:
HeunanbnHeHne Ha 3aabikeHne, CBbP3aHo C NiallaHeTo Ha CoLMariHoOOCUTrypuUTENHN BHOCKMU:
HapyweHune Ha 3agbimkeHns B obnacTtta Ha eKONnormyHoTo npaso:
HapylweHne Ha 3agbikeHnsa B obractra Ha counanHoTo npaso:
HapyweHune Ha 3agbimkeHns B obnacTtTa Ha Tpy4oBOTO Npaso:
HennaTtexxocnocobHOCT:
AOMUHUCTPUpPaHe Ha akTUBUTE OT NIMKBMAATOP:
[MpekpaTeHa cTonaHcka ENHOCT:
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AHanornyHa Ha HeCbCTOATENHOCT CUTyaLUUs CbrMacHO HaLMOHANHOTO 3aKOHOA4ATENCTBO:
TexkKo npodecrnoHanHo HapyLleHue:

CnopasymeHusi ¢ Apyrn MIKOHOMUYECKM ONepaTopu 3a HapyLllaBaHe Ha KOHKYypeHuusaTa:
KoH(nmKT Ha nHTepecu, cBbp3aH C y4acTMeTo B npoueaypaTa 3a Bb3naraHe Ha obLiectBeHa
nopbYKa:

[MpsiKO MM KOCBEHO y4acTue B NOArOoTOBKaTa Ha npoueayparta 3a BbanaraHe Ha obuiectBeHa
nopbYKa:

lMpeacpoyHO NpekpaTsiBaHe Ha LOroBOp W HanaraHe Ha obe3LeTeHns unn gpyrm nogobHn
CaHKUuun:

HeBepHW AaHHK, yKpuBaHe Ha MHOpMaums, HenpeacTaBsaHe Ha Npuapyxasalliy AOKYMEHTU
UnNun nNony4aBaHe Ha NoBepuTenHa MHopMaLMs BbB Bpb3ka C npoueaypara:

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocob6eHa no3uuua: LOT-0001
3arnasue: Dual Beam Focused lon Beam System (FIB)
Onucanue: Ziel dieses Beschaffungsvorhabens ist die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme
sowie betriebsbereite Ubergabe eines Dual-Beam-FIB/REM-Systems (Focused lon Beam /
Rasterelektronenmikroskop) einschlief3lich analytischer Detektorsysteme, Schulung und
vollstandiger Systemdokumentation. Das System dient primar der prazisen Probenpraparation
(u.a. TEM-Lamellen, APT-Spitzen, Querschnitte und Defektfreilegungen) und sekundar der
hochaufldsenden bildgebenden, chemischen und strukturellen Charakterisierung (SEM, EDX,
STEM, EBSD) im selben System. Das Gerat wird als zentrale Praparations- und
Analyseplattform flr wissenschaftliche Forschungsprojekte eingesetzt. Typische
Anwendungen umfassen u. a. Batterie- und Elektrodenmaterialien,
Wasserstoffspeichermaterialien, katalytische Schichten, Metalle/Legierungen, keramische
Werkstoffe, Halbleiter, Beschichtungen und Multilayer-Systeme. Ein besonderer Schwerpunkt
liegt auf: - reproduzierbarer, moglichst automatisierter TEM-Lamellen- und APT-Praparation
(Lift-Out, Thinning, Polishing) - 3D-Analytik (Serienschliff/ Tomographie) mit quantitativer
Auswertung - hochaufgeloster Abbildung in verschiedenen SEM-Modi incl. loneninduzierter
Sekundarionen sowie korrelierter Bildgebung wahrend der Bearbeitung - chemischer Analytik
mittels EDX und kristallographischer Analytik mittels EBSD Daruber hinaus ist eine
strukturierte Erfassung und Exportfahigkeit von Messdaten und Metadaten in gangige, nicht-
proprietéare Formate erforderlich, um Anforderungen an Nachvollziehbarkeit,
Langzeitverfligbarkeit und Forschungsdatenmanagement (FAIR-Prinzipien) zu erflllen. Das
System muss die prazise Probenpraparation und -strukturierung mittels lonenstrahl sowie die
begleitende und nachfolgende Abbildung und Analytik mittels SEM und anderen
Detektorsystemen ermoglichen. Ziel ist die reproduzierbare Praparation von Proben fur TEM
und APT sowie die Durchfuihrung von 2D/3D-Analysen (Bildgebung (SE, STEM), EDX, EBSD)
einschliellich vollstandiger Dokumentation der Bearbeitungs- und Messparameter. Folgende
Kernfunktionen sind zwingend bereitzustellen: 1. Materialabtrag/Strukturierung (manuell und
automatisiert) mit definierbaren Pattern- und Rezeptfunktionen. 2. TEM-Lamellenpraparation
inkl. In-situ Lift-Out, Thinning und abschlieRender Feinpolitur. 3. APT-Spitzenpraparation
(Needle Milling) inkl. reproduzierbarer Geometrie. 4. Korrelierte Echtzeit-Bildgebung im SEM
wahrend der FIB-Bearbeitung (Navigation/Endpunktkontrolle). 5. Chemische Analytik mittels
EDX sowie kristallographische Analytik mittels EBSD (Punkt, Linie, Mapping). 6. 3D-Workflows
(Serienschlifff Tomographie) mit dokumentierter Rekonstruktion bzw. Export der Datensatze. 7.
Workflow und Datenmanagement: eindeutige Zuordnung von Bearbeitungs-/Messdaten,
Parametern und Metadaten; Export in nicht proprietare Formate.
BbTpeweH ngeHtudukatop: 1
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5.1.1. Uen
EctecTtBO Ha nopbykarta: [JocTtaBku
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 38000000 JTabopaTopHO, ONTUYHO K NpeLm3Ho obopyaBaHe
(6e3 cTbkNeHn n3genus)

5.1.2. MsacTo Ha n3nbIIHEeHue
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie
Stadt (DEB32)
Obpxaea: 'epmaHus

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLINKUTENHOCT
Opyr cpok: HenssecteH

5.1.6. O6wa uHdopmauus
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTneto He e 3anaseHo.
TpsibBa ga ce nocovat MMeHaTa u npodecrmoHanHaTa ksanudukaumsa Ha CnyxmTenuTe, Ha
KouTO e 6bae Bb3NoXEHO U3NBIHEHMETO Ha NopbykaTa: He ce nsmckea
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa Nopbyka, hMHaHCKMpaH U3LUSANo UM YacTUYHO CbC
cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUoXHOTO nose Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHuTe nopbyku (CAMM)
: He
Tasun obwecTBeHa NopbYka € nogxogsuia u 3a manku n cpeghm npeanpusatua (MCI): He

5.1.7. CrpaTernyeckm obwecTBEHMN NOPBUKHU
Llen Ha cTpaTternyeckuTe obLiecTBeHn NOpbYKM: Hsama cTpaTermyecka obuecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op
N3TOYHMUM Ha KpuTepun 3a n3bop: YBegomneHune
Kputepun: PedepeHunn 3a onpegeneHn 4OCTaBKu
OnucaHue Ha kpuTepus 3a nogbop: Eignungskriterium ist die Vorlage von 3 Referenzen zu
vergleichbaren Installationen. Bei Angeboten fur ein Los sind Referenzen fur vergleichbare
Systeme des jeweiligen Loses vorzulegen. Bei Angeboten fur beide Lose kdnnen Referenzen
fur beide Systemtypen oder vergleichbare integrierte Systeme eingereicht werden. Als
vergleichbare Referenzen gelten erfolgreich durchgefuhrte Liefer-, Installations- und
Inbetriebnahmeprojekte von Systemen, die in Art, Funktion und Komplexitat dem jeweils
angebotenen Los entsprechen (Los 1: DualBeam FIB bzw. vergleichbare FIB/SEM-Systeme;
Los 2: TEM bzw. vergleichbare Elektronenmikroskope). Die Referenzen missen den
vollstandigen Leistungsumfang (Lieferung, Installation, Inbetriebnahme, betriebsbereite
Ubergabe sowie Einweisung) umfassen und in einem wissenschaftlichen oder industriellen
High-Tech-Umfeld erbracht worden sein. Sie durfen zum Zeitpunkt des Ablaufs der
Angebotsfrist nicht alter als drei Jahre sein.

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Lena
HanmeHoBaHue: Preis (Angebote auf Einzellose und Kombinationsangebote)
Onucanue: Fur das Zuschlagskriterium Preis erhalt das Angebot mit dem niedrigsten
(gewerteten) Preis 5 Punkte. Null Punkte erhalt ein fiktives Angebot mit dem Doppelten des
niedrigsten (gewerteten) Angebotspreises. Alle Angebote mit einem Angebotspreis Uber dem
Doppelten des niedrigsten (gewerteten) Angebotspreises erhalten ebenfalls null Punkte. Die
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Punktebewertung fur die dazwischenliegenden Angebotspreise erfolgt Uber eine lineare
Interpunktion mit 4 Stellen hinter dem Komma.

KaTteropus Ha kpuTepus 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH Asan, ToYHa BenuymHa)
Yucno, cBbp3aHo € KpUTepus 3a BbanaraHe: 50

Kputepun:

Bua: Kauectso

HanmeHoBaHue: Technik (Angebote auf Einzellose bzw. Kombinationsangebote)
Onucanue: Fur das Zuschlagskriterium Technik werden ausschlieB3lich die nachgewiesenen
technischen Leistungsparameter von im Dokument 06.Wertungsmatrix Abschnitt 2 (technische
Ubererfiillung (wertungsrelevant)) des jeweiligen Loses genannten Anforderungen bewertet.
Das Zuschlagskriterium Technik wird ermittelt, indem die Wertungspunkte der einzelnen
Anforderungen jeweils mit dem festgelegten Gewichtungsfaktor gemafl Dokument "06.
Wertungsmatrix", Abschnitt 2 ("technische Ubererfiillung (wertungsrelevant)") des jeweiligen
Loses, multipliziert und anschlieRend aufsummiert werden. Die technische Bewertung eines
Kombinationsangebotes setzt sich aus der technischen Bewertung der beiden Einzellose
sowie der Bewertung des zusatzlichen wissenschaftlichen und funktionalen Mehrwerts der
gemeinsamen Praparations- und Analytikplattform zusammen. Unterkriterien fur diesen
Mehrwert sind: K1 durchgangiger Probenworkflow zwischen FIB und TEM K2 Qualitat des
Probentransfers K3 korrelative Wiederauffindbarkeit identischer Probenbereiche K4
gemeinsames Daten- und Projektmanagement K5 gemeinsames Service- und
Betriebskonzept Erganzend wird auf das Dokument "Gesamt.06.Wertungsmatrix.pdf."
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terfno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BenmynHa)
Yucrno, cBbp3aHo C KpuTepus 3a BbanaraHe: 50

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha o6wecTBeHa nopbyka
E3nun, Ha KouTo goKyMeHTauuaTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka e opuumanHo A0CTbMNHa:
HEMCKM
KpaeH cpok 3a nckaHe Ha gonbrHutenHa nHgopmaums: 10/08/2026 23:59:59 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeME, LleHTPanHOEeBPOnencKo NATHO BpeMe
Afgpec Ha gokyMeHTaumaTta 3a obuiectBeHata nopbuka: https://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4DNMMUBY/documents
Ad hoc kaHan 3a KOMyHuKauuA:
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4ADNMMUBY

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogasaHe: 3agbImKUTENHO
Appec 3a nogasaHe: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4DNMMUBY
E3vun, Ha konto morat ga ce nogasat odpepTn Unn 3asiBNeHns 3a y4actme: HEMCKU
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapunaHnTtu: 3abpaHeHo
OdbepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBsaT noseyve oT eAHa odepTta: PaspelueHo
KpaeH cpok 3a nonyyaBaHe Ha odepTu: 17/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeMe, LIEHTParHOEBPOMNENCKO NIATHO BpeMe
MpoAbMKMTENHOCT, Npe3 KOATO odepTaTa TpsibBa Aa octaHe BanugHa: 77 QHu
MHdopmaums, koaTo Moxe Aa 6bAae AonbliHEHa cnea KpanHUA CPOK 3a noAaBaHe:
Mo npeueHka Ha KynyBaya BCUYKM NUNCBALLN OKYMEHTWN, OTHaCSALWM ce OO ohepeHTuTe,
moraT Aga 6baaTt nogageHn No-KbCHO.
HonbnHutenHa nHgopmaumsa: Die Vergabestelle behalt sich vor, fehlende Angaben und
Erklarungen nachzufordern. Ein Anspruch der Bieter besteht nicht (§ 56 VgV). Angebote, die
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nicht die geforderten oder gegebenenfalls nachgeforderten Erklarungen und Nachweise
enthalten, werden nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 VgV ausgeschlossen.

YcnoBua Ha goroBopa:

M3nbnHeHneTo Ha gorosopa TpsibBa a ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwmTeHn paboTHn mecTa: He

EnekTpoHHO dhakTypupaHe: PaspelueHo

LLle ce nsnonasa eneKkTpoHHO NOpbYBaHE: He

LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaLjaHe: He

5.1.15. TexHuKu
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmaumsa 3a aMHaMM4YHaTa cucTemMa 3a NoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a noKymnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Mmeguauua v npepasrnexanaHe (obxxansaHe)
OpraHusauums, oTroBapsiLa 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Vergabekammer
Rheinland-Pfalz, c/o Ministerium fur Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima
MHdopmaums 3a KpanHUTe cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: Die Vergabekammer leitet ein
Nachprufungsverfahren nur auf Antrag ein. Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein
Interesse an dem offentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen
Rechten nach § 97 Abs. 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend
macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. Der Antrag ist
unzulassig, soweit - der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gertigt hat; der Ablauf der
Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberinhrt, - Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber geriigt werden, - Verstofle gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden, - mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberuhrt.
OpraHusauums, KOATO NpeocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaUUA 3a npoueaypaTta 3a Bb3naraHe
. Institut fur Oberflachen- und Schichttechnik GmbH
OpraHunsaums, KosSTo nony4vaBa 3asBneHusTa 3a yyactume: Institut fir Oberflachen- und
Schichttechnik GmbH

5.1. O6ocobeHa nosunuyus: LOT-0002
3arnasue: Transmissionselektronenmikroskop (TEM)
Onucanue: Gegenstand des Beschaffungsvorhabens ist die Lieferung, Installation,
Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Ubergabe eines aberrationskorrigierten 200 kV
Transmissionselektronenmikroskops (S/TEM) einschlieRlich analytischer Detektorsysteme,
Schulung und vollstandiger Systemdokumentation. Das System dient als zentrale
Analyseplattform fur die hochauflosende strukturelle, chemische und elektronische
Charakterisierung von Materialien auf atomarer und nanometergenauer Skala. Es wird sowohl
fur industrielle Auftragsanalytik als auch fur wissenschaftliche Forschungsprojekte eingesetzt.
Im Institut werden Materialien mit stark variierenden Eigenschaften untersucht, insbesondere
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Metalle, Legierungen, keramische Werkstoffe, Halbleiter, Beschichtungen, funktionale
Schichtsysteme sowie nanostrukturierte Materialien. Die Proben unterscheiden sich
hinsichtlich Geometrie, Stabilitat gegenuber Elektronenstrahlbelastung sowie analytischer
Fragestellungen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf: - hochauflésender Abbildung bis in
den atomaren Bereich - chemischer Analytik mittels EDX und EELS - Untersuchung von
Grenzflachen und Defekten - Untersuchung magnetischer und funktionaler Materialien -
reproduzierbaren Messungen Uber Probenserien hinweg Daruber hinaus ist eine strukturierte
Erfassung und Exportfahigkeit von Messdaten und Metadaten in gangige, nicht-proprietare
Formate erforderlich, um Anforderungen an Nachvollziehbarkeit, Langzeitverfugbarkeit und
Forschungsdatenmanagement (FAIR-Prinzipien) zu erfullen. Das System muss die
hochauflésende strukturelle, chemische und elektronische Analyse von festen,
elektronenstrahlstabilen Proben im Transmissionselektronenmikroskopie- und Raster-
Transmissionselektronenmikroskopie-Modus ermdglichen. Hierzu muss es eine prazise
Elektronenoptik, stabile Betriebsbedingungen sowie integrierte analytische Detektionssysteme
bereitstellen. Ziel ist die Untersuchung von Materialien bis in den atomaren Maf3stab sowie die
quantitative und qualitative Analyse von Struktur, Zusammensetzung und elektronischen
Eigenschaften. Folgende Kernfunktionen sind zwingend bereitzustellen: 1. Hochauflésende
Abbildung (TEM und STEM): - Abbildung von Kristallstrukturen, Defekten, Grenzflachen und
Nanostrukturen mit atomarer bzw. sub-nanometergenauer Aufldsung. - Betrieb sowohl im
konventionellen TEM- als auch im STEM-Modus. - Flexible Wahl geeigneter Abbildungsmodi
(z. B. Bright Field, Dark Field, HAADF, ABF, Oberflachenbildgebung mit
topografieabhangigem Kontrast). 2. Chemische und spektroskopische Analytik: -
Elementanalytik mittels energiedispersiver Rontgenspektroskopie (EDX). - Analyse
elektronischer und chemischer Zustande mittels Elektronenenergieverlustspektroskopie
(EELS). - Durchfihrung von Punktanalysen, Linienprofilen sowie zweidimensionalem
Mapping. 3. Untersuchung von Grenzflachen und Defekten: - Analyse von Phasengrenzen,
Ausscheidungen, Korngrenzen und strukturellen Inhomogenitaten. - Untersuchung lokaler
chemischer Variationen auf nanoskaliger Ebene. 4. Untersuchung funktionaler und
magnetischer Materialien: - Moglichkeit zur magnetfeldfreien oder feldarmen Abbildung (z. B.
Lorentz-Modus oder funktional gleichwertig), soweit erforderlich. 5. Automatisierter und
reproduzierbarer Betrieb: - Reproduzierbare Einstellung von Messparametern und
Speicherung von Messablaufen. - Unterstitzung automatisierter Messreihen und Mapping-
Experimente. 6. Workflow und Datenmanagement: - Eindeutige Zuordnung von Messdaten,
Parametern und Metadaten. - Mdglichkeit zur spateren Reproduktion von Messbedingungen.
7. Integration aller Detektoren und Betriebsmodi in eine konsistente Bedienumgebung.
BbTpeleH naoeHtndpukartop: 2

5.1.1. Uen
EctecTBO Ha nopbukara: [JoctaBku
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 38000000 JTabopaTopHO, ONTUYHO K NpeLm3Ho obopyaBaHe
(6e3 cTbKkNeHn n3genus)

5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie
Stadt (DEB32)
Obpxasa: 'epmaHus

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTENTHOCT
Opyr cpok: HenssecteH

5.1.6. OO6wa nHcpopmauusn
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3anaseHo yvyacTtue:

YyacTmeTo He e 3anaseHo.

TpsbBa ga ce nocovat MMeHaTa U npodecrmoHanHaTa KkBanmdukaums Ha Cnyxnutenute, Ha
KouTO We 6bae Bb3NoXeHO U3NbHEHNETO Ha NopbykaTa: He ce nsmcksa

[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa nopbyka, (PrHaHCKMpaH U3LUSano UM YacTUYHO CbC
cpenctea ot EC

MopbykaTa nonaga B NpUIOXHOTO none Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAOMM)
. He

Ta3sn obecTBeHa nopbyka e noaxoadaila u 3a mankum n cpegun npegnpuatms (MCI1): He

5.1.7. Crpaternyecku obLieCTBEHU NOPBYKU
Llen Ha cTpaTernyecknTe obLecTBeHn Nopbykn: Hama cTpaternyecka obLiecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
M3TouHMLM Ha KpuTepumn 3a n3dop: YBegomrneHme
Kputepun: PedepeHunn 3a onpeneneHn OCTaBku
OnucaHune Ha kputepua 3a nogbop: Eignungskriterium ist die Vorlage von 3 Referenzen zu
vergleichbaren Installationen. Bei Angeboten fir ein Los sind Referenzen flr vergleichbare
Systeme des jeweiligen Loses vorzulegen. Bei Angeboten fir beide Lose kdnnen Referenzen
fur beide Systemtypen oder vergleichbare integrierte Systeme eingereicht werden. Als
vergleichbare Referenzen gelten erfolgreich durchgefuhrte Liefer-, Installations- und
Inbetriebnahmeprojekte von Systemen, die in Art, Funktion und Komplexitat dem jeweils
angebotenen Los entsprechen (Los 1: DualBeam FIB bzw. vergleichbare FIB/SEM-Systeme;
Los 2: TEM bzw. vergleichbare Elektronenmikroskope). Die Referenzen miissen den
vollstandigen Leistungsumfang (Lieferung, Installation, Inbetriebnahme, betriebsbereite
Ubergabe sowie Einweisung) umfassen und in einem wissenschaftlichen oder industriellen
High-Tech-Umfeld erbracht worden sein. Sie durfen zum Zeitpunkt des Ablaufs der
Angebotsfrist nicht alter als drei Jahre sein.

5.1.10. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: LeHa
HaunmeHoBaHue: Preis (Angebote auf Einzellose und Kombinationsangebote)
Onucanue: Fur das Zuschlagskriterium Preis erhalt das Angebot mit dem niedrigsten
(gewerteten) Preis 5 Punkte. Null Punkte erhalt ein fiktives Angebot mit dem Doppelten des
niedrigsten (gewerteten) Angebotspreises. Alle Angebote mit einem Angebotspreis Uber dem
Doppelten des niedrigsten (gewerteten) Angebotspreises erhalten ebenfalls null Punkte. Die
Punktebewertung fur die dazwischenliegenden Angebotspreise erfolgt tUber eine lineare
Interpunktion mit 4 Stellen hinter dem Komma.
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe c Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennmynHa)
Yucno, cBbp3aHo € KpuTepus 3a Bb3naraHe: 50
Kputepun:
Bua: Kavyectso
HaunmeHoBaHue: Technik (Angebote auf Einzellose bzw. Kombinationsangebote)
Onucanue: Fur das Zuschlagskriterium Technik werden ausschlieB3lich die nachgewiesenen
technischen Leistungsparameter von im Dokument 06.Wertungsmatrix Abschnitt 2 (technische
Ubererflillung (wertungsrelevant)) des jeweiligen Loses genannten Anforderungen bewertet.
Das Zuschlagskriterium Technik wird ermittelt, indem die Wertungspunkte der einzelnen
Anforderungen jeweils mit dem festgelegten Gewichtungsfaktor gemafy Dokument "06.
Wertungsmatrix", Abschnitt 2 ("technische Ubererfiillung (wertungsrelevant)") des jeweiligen
Loses, multipliziert und anschlieRend aufsummiert werden. Die technische Bewertung eines
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Kombinationsangebotes setzt sich aus der technischen Bewertung der beiden Einzellose
sowie der Bewertung des zusatzlichen wissenschaftlichen und funktionalen Mehrwerts der
gemeinsamen Praparations- und Analytikplattform zusammen. Unterkriterien fur diesen
Mehrwert sind: K1 durchgangiger Probenworkflow zwischen FIB und TEM K2 Qualitat des
Probentransfers K3 korrelative Wiederauffindbarkeit identischer Probenbereiche K4
gemeinsames Daten- und Projektmanagement K5 gemeinsames Service- und
Betriebskonzept Erganzend wird auf das Dokument "Gesamt.06.Wertungsmatrix.pdf."
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terfno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennMynHa)
Yucrno, cBbp3aHo C KpuTepus 3a BbanaraHe: 50

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha o6wecTBeHa nopbyka
E3nun, Ha KouTo goKyMeHTauuaTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka € opuumanHo A0CTbNHa:
HEMCKM
KpaeH cpok 3a nckaHe Ha gonbrHutenHa nHgopmaums: 10/08/2026 23:59:59 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeME, LIeHTPanHOEeBPOnencKo NATHO BpeMe
Appec Ha gokyMmeHTaumaTta 3a obuiectBeHata nopbuka: https://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4DNMMUBY/documents
Ad hoc kaHan 3a KOMyHMKaUuuA:
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4ADNMMUBY

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogasaHe: 3agbIKUTENHO
Appec 3a nogasaHe: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4DNMMUBY
E3vun, Ha konto morat fga ce nogasat opepTn Unn 3asiBNeHns 3a y4yactme: HEMCKU
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapunaHnTtu: 3abpaHeHo
OdbepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBsaT noseyve oT eAHa odepTta: PaspelueHo
KpaeH cpok 3a nony4yaBaHe Ha odepTu: 17/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeMe, LIEHTPariHOEBPOMNENCKO NIATHO Bpeme
MpoAbMKMTENHOCT, Npe3 KOATO odepTaTa TpsibBa Aa octaHe BanugHa: 77 QHu
MHdopmaums, koaTo Moxe Aa 6bae AonbliHEHA cnea KpanHUA CPOK 3a noAaBaHe:
Mo npeueHka Ha KynyBaya BCUYKM NUNCBALLN OKYMEHTWN, OTHaCSALWM ce OO0 ohepeHTuTe,
moraT Aga 6baaTt nogageHn No-KbCHO.
HonbnHutenHa nigopmaumsa: Die Vergabestelle behalt sich vor, fehlende Angaben und
Erklarungen nachzufordern. Ein Anspruch der Bieter besteht nicht (§ 56 VgV). Angebote, die
nicht die geforderten oder gegebenenfalls nachgeforderten Erklarungen und Nachweise
enthalten, werden nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 VgV ausgeschlossen.
YcnoBusa Ha poroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce u3BbpLUBa B paMKUTe Ha NporpamMu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHn mecTa: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: PaspelueHo
LLle ce nsnonssa enekTPoOHHO NopbYBaHE: HE
LLle ce n3nonsea enekTpoHHO NnaLlaHe: He

5.1.15. TexHuKun
PamkoBO cnopa3symeHue:
Hama pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmaumna 3a guHaMM4YHaTa cucTemMa 3a NoKynkKu:
Hama aMHammyHa cuctema 3a noKynku
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5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmauusa, Meamauusa u npepasrnexagaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsiLa 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo): Vergabekammer
Rheinland-Pfalz, c/o Ministerium fur Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima
MHdopmauus 3a KpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: Die Vergabekammer leitet ein
Nachprufungsverfahren nur auf Antrag ein. Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein
Interesse an dem offentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen
Rechten nach § 97 Abs. 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend
macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. Der Antrag ist
unzulassig, soweit - der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegentber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der
Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberthrt, - Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenlber dem
Auftraggeber gerigt werden, - Verstolle gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden, - mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlige nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberthrt.
OpraHusaums, KOSTo NpefocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaLUMA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe
. Institut fur Oberflachen- und Schichttechnik GmbH
OpraHusaums, KosaTo norny4vasa 3assfeHusTa 3a yyactue: Institut fur Oberflachen- und
Schichttechnik GmbH

8. OpraHnsauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HammeHoBaHue: Institut fir Oberflachen- und Schichttechnik GmbH
PernctpaunoneH Homep: UStID DE148647541
MoweHckn agpec: Trippstadter Stralte 120
paa: Kaiserslautern
lNowieHckn koa: 67663
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie
Stadt (DEB32)
Obpxasa: N'epmaHus
EnektpoHHa nowa: wahl@ifos.uni-kl.de
TenedoH: +49 631205730
Ponu Ha Ta3n opraHunsauus:
Kynysa4
OpraHnsaums, KOSTO NpeaocTaBsa AONbIHUTENHA MHOPMaUMA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe
OpraHusaums, KOSTo nony4vaBa 3asiBfieHMsTa 3a yyactme

8.1. ORG-0002
OdmumanHo HammeHoBaHKe: eureos gmbh steuerberatungsgesellschaft
rechtsanwaltsgesellschaft
PernctpaumoHeH Homep: UStID DE267215971
MoweHckn agpec: Kramergasse 4
'pag: Dresden
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MoweHckn koa: 01067

AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (
DED21)

Obpxaea: N'epmaHus

EnekTpoHHa nowa: |.moerchen@eureos.de

TenedoH: +49 39156286912

Ponwu Ha Ta3u opraHmsauus:

[ocTaB4nk Ha ycrnyrn B obnactrta Ha o6LeCTBEHUTE NOPBYKM

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HanmveHoBaHue: Vergabekammer Rheinland-Pfalz, c/o Ministerium fir Wirtschaft,
Tourismus, Energie und Klima
PeructpaunoHeH Homep: 07-0001801100000-05
MoweHckn agpec: Stiftsstralle 9
Npag: Mainz
MoweHckn koa: 55116
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanNHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Mainz, Kreisfreie Stadt (
DEB35)
[ObpxaBa: NepmaHus
EnektpoHHa nowa: vergabekammer.rip@mwvlw.rlp.de
TenedoH: +49 6131162234
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrinexagaHeTto (o6xansaHeTo)

8.1. ORG-0004
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Npag: Bonn
MoweHckn koa: 53119
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
HObpxaBa: NepmaHus
EnekTpoHHa nowa: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
TED eSender

MUHdopmauus 3a obaBneHneTo

NapeHTtndpukatop/sepcnsa Ha obsasneHneTo: c6abad07-e17d-4e42-b1fc-35d01bf3fcfé - 01
Bug Ha dopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bua o6aBneHne: Ob6sBneHne 3a nopbYka UM KOHLECUS — CTaHOAPTEH PEXUM

MoaBuag Ha obsaBneHneTo: 16

[aTa Ha uanpallaHe Ha nssectuneto: 15/07/2026 17:22:32 (UTC+02:00) n3aTo4HOEBPONENCKO
BpeMe, LieHTpanHoeBPONencKo NATHO Bpeme

E3unum, Ha KouTo HacTOALLOTO n3BecTMe e oPULNanHo JOCTbMNHO: HEMCKU

Homep Ha nybnvkyBaHe Ha ob6sBneHneTo: 497413-2026

Homep Ha 6posi Ha OB S: 136/2026

Hata Ha ny6nuvkyBaHe: 17/07/2026
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